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Flexible Sensorstreifen helfen, den Treibstoffverbrauch 
beim Fliegen zu senken  
 

PRESSEINFORMATION 



 

Fachlicher Ansprechpartner  
Dr. Stefan Wagner l  Telefon +49 30 46403-609 l   Stefan.Wagner@izm.fraunhofer.de  |   
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM   I  Gustav-Meyer-Allee 25   |  13355 Berlin  |  www.izm.fraunhofer.de  | 
 
Technischer Ansprechpartner 
Joao Alves Marques  l  Telefon +49 30 46403-651 l   Joao.Alves.Marques@izm.fraunhofer.de  |   
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM   I  Gustav-Meyer-Allee 25   |  13355 Berlin  |  www.izm.fraunhofer.de  | 

 
 

PRESSEINFORMATION 

24.01.2023 || Seite 2 | 4 

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT UND MIKROINTEGRATION IZM 

(Text: Olga Putsykina)
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TPU-basierte Sensormodule für den Luftverkehr: Als dehnbare Überzüge auf 
den Flügeln sammeln sie Daten während des Betriebs. l ©
Druckqualität: www.izm.fraunhofer.de/pics 
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Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Mit ihrer 
Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien sowie auf die Verwertung der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt sie eine 
zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als Wegweiser und Impulsgeber für innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Exzellenz wirkt sie mit an 
der Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft. Die 1949 gegründete Organisation betreibt in Deutschland derzeit 76 Institute und 
Forschungseinrichtungen. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, 
erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 2,9 Milliarden Euro. Davon fallen 2,5 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. 
  
Das Fraunhofer IZM: Unsichtbar, aber unverzichtbar: Nichts funktioniert mehr ohne hoch integrierte Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. 
Grundlage für deren Integration in Produkte ist die Verfügbarkeit von zuverlässigen und kostengünstigen Aufbau- und Verbindungstechniken. Das 
Fraunhofer IZM, weltweit führend bei der Entwicklung und Zuverlässigkeitsbewertung von Electronic Packaging Technologien, stellt seinen Kunden 
angepasste Systemintegrationstechnologien auf Wafer-, Chip- und Boardebene zur Verfügung. Forschung am Fraunhofer IZM bedeutet auch, 
Elektronik zuverlässiger zu gestalten und seinen Kunden sichere Aussagen zur Haltbarkeit der Elektronik zur Verfügung zu stellen. 

 

 


